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摘要(译)

一种用于确定数据点流中的至少一个平滑数据点（t k ，s k ）的方法和
装置{t i ，s i }，其中1≤i≤z，k＆＃x3c; z被公开。这里，数据点流{t i ，s 
i }以数据点（t i ，s）的方式连续获取在获取先前数据点（t i-1 ，s i-1 ）
之后获取 i ），其中每个数据点（ t i ，s i ）包含有效值或无效值或在时
间t 信号s i 的缺失值> I 。这里，在时间t i 的信号s i 包括通过技术设置获
取的物理，化学，生物，环境和/或技术数据。根据该方法，提供一组数
据点，其中对于每个平滑数据点（t k ，s k ）平滑设置已创建。对于每
个平滑的数据点（t &lt;sub&gt; k &lt;/ sub&gt;，s &lt;sub&gt; k &lt;/ 
sub&gt;），将删除由大间隙产生的尾随数据，直到验证平滑集是否包含
最少数量的数据点。此后，对于每个平滑的数据点（t &lt;sub&gt; k &lt;/ 
sub&gt;，s &lt;sub&gt; k &lt;/ sub&gt;），计算初始斜率集，在该斜率集
上应用至少一个指数平滑，其中导致at至少一次修改的斜率集确定。通
过对至少一次修改的斜率集进行积分，确定并返回平滑数据点（t &lt;
sub&gt; k &lt;/ sub&gt;，s &lt;sub&gt; k &lt;/ sub&gt;）的值。该方法提
供了良好的平滑度，而没有引入任何滞后时间和最小的失真，并且能够同时报告该组平滑数据点的导数。该方法特别适用于实时或
接近实时的测量，其可包括数据流内的大间隙点。
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